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摘要(译)

一种用于通过毫米波无创测量血糖浓度的装置和方法。该装置包括毫米
波发生器; TE10模式矩形波导，传输由毫米波发生器产生的毫米波;平面
平行板选择为通过TE10模式矩形波导和平面平行板产生入射到被测介质
和反射的毫米波的功率反射系数的最小点。该装置还包括功率检测器，
用于检测由毫米波发生器产生的入射波的功率和来自介质对象的反射波
通过平面平行板;温度传感器，测量介电物体的温度;读取器读取功率检测
器检测到的入射和反射波的最小功率反射系数和相应的频率。
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